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KAMPUS

dla firm




Swietokrzyski Kampus Laboratoryjny Gtéwnego Urzedu Miar

to projekt realizowany przez Gtéwny Urzad Miar wspdlnie

z Politechnika Swietokrzyska (partnerem projektu). Jego celem jest
intensyfikacja wspoétpracy miedzy nauka a biznesem.

Nowe centrum polskiej metrologii umozliwia prowadzenie prac
badawczo-rozwojowych, ktére sg istotnym elementem rozwoju

innowacyjnej gosp%arki.

Metrologia dla biznesu

Laboratoria SKLGUM oferuja wsparcie i infrastrukture badawcza dla
przedsiebiorcéw w ramach nastepujacych dziedzin:

akustyka, ultradzwieki i drgania,
czas i czestotliwosé,

dtugosé,

masa i wielkosci pochodne,
termometria,

technologie IT.

Eksperci zatrudnieni w Swietokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym
wykorzystujg zdobycze wspotczesnej metrologii, by podniesé
konkurencyjnosc polskich firm na rynku miedzynarodowym.

Podejmowane przez specjalistow tematy badawcze odpowiadajg
na konkretne potrzeby krajowego przemystu, a takze osrodkéw
naukowych, stuzb panstwowych czy wojska.

Z oferty Kampusu mogg korzystac¢ zaréwno laboratoria wzorcujace
i producenci aparatury metrologicznej, jak i przedstawiciele réznych
gatezi przemystu.

SKLGUM prowadzi pomiary, badania podstawowe i przemystowe,
a takze eksperymentalne prace rozwojowe dla takich branz, jak

np. medycyna, automatyka, robotyka, przemyst farmaceutyczny,
technologie kosmiczne, motoryzacja, nawigacja, geodezja, inzyniera
materiatowa, energetyka i inne.

Dlaczego Kampus Gtéwnego Urzedu Miar?

Nowoczesna infrastruktura Swietokrzyskiego Kampusu
Laboratoryjnego, a takze przemyslana lokalizacja u podnéza Géry
Hatasa na potudniu Kielc gwarantujg precyzyjne wyniki, wyzsza
jakos¢ badan oraz minimalizacje zaktocen.

Wspotpraca z laboratoriami metrologicznymi zapewnia dostep
do ujednoliconego systemu miar na poziomie Swiatowym,

a takze wspiera firmy we wdrazaniu zaawansowanych rozwigzan
z dziedziny nanotechnologii, akustyki, technologii materiatowych
czy optycznych.

L,Jnikalny projekt Gtéwnego Urzedu Miar i Politechniki
Swietokrzyskiej pozwala przedsiebiorcom wykorzystac szanse,
jakie daje wspoétczesna metrologia.




OFERTA

KORZYSCI DLA FIRM

wykonywanie wzorcowan, badan i ekspertyz,

wytwarzanie i certyfikowanie materiatéw odniesienia,

badanie prototypéw i testowanie wyrobdéw przy pomocy
aparatury laboratoryjnej,

realizacja projektéw badawczo-rozwojowych z GUM,

wspotpraca z osSrodkami akademickimi przy realizacji projektéw
metrologicznych,

udziat w sieciach i klastrach zrzeszajgcych przedsiebiorcéw,
wykonywanie badan i testéw na zlecenie,
konsulting oraz ocena innowacyjnosci,
prowadzenie szkolen i praktyk,

wsparcie ekspertow,

udostepnianie wynikéw prac.

doskonalenie procesow wytwérczych,
rozwoj nowoczesnych technologii w przedsiebiorstwach,
precyzja rozwigzan technologicznych,

budowa zrownowazonej, energooszczednej gospodarki,
nowe mozliwosci w zakresie jakosSci i innowacji,

dostep do praktycznej wiedzy z wynikéw badan naukowych,
zrownowazony rozwoj,

zaufanie i standaryzacja.



UStUGI

Wzorcowanie mikrofonéw pomiarowych w polu
swobodnym, w zakresie czestotliwosci styszalnych
i ultradzwiekowych

Wzorcowanie miernikéw poziomu dzwieku w polu
swobodnym

Ustugi polegaja na wyznaczaniu wzglednej charakterystyki
czestotliwosciowej mikrofonu / miernika z mikrofonem w polu
swobodnym w zakresie czestotliwosci styszalnych (w duzej komorze
bezechowej) i ultradzwiekowych (w matej komorze bezechowej)
metoda poréwnawczg z mikrofonem odniesienia.

Aparatura akustyczna o potwierdzonych wtasciwosciach gwarantuje
rzetelne i wiarygodne pomiary hatasu.

Badania typu miernikow poziomu dzwieku

(zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie
wymagan, ktérym powinny odpowiadac mierniki poziomu dzwieku, oraz szczegétowego zakresu badan
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzqdéw pomiarowych)

Ustuga dotyczy badania miernikdw poziomu dzwieku w polu
swobodnym, zgodnie z procedurami okre$lonymi w normie PN-EN
61672-2.

Prawna kontrola metrologiczna miernikow poziomu dzwieku

w zakresie zatwierdzenia typu, wynikajgca z rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Finanséw z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajow
przyrzadow pomiarowych podlegajacych prawnej kontroli oraz
zakresu tej kontroli (Dz. U. poz. 885).

SZKOLENIA

Planowane warsztaty w zakresie wyznaczania
y ‘ poprawek umozliwiajacych uzyskanie

charakterystyki czestotliwo$ciowej mikrofonu /
miernika poziomu dZzwieku /dozymetru hatasu
w polu swobodnym z zachowaniem spéjnosci
pomiarowej, zgodnie z norma PN-EN 62585.

DLA KOGO?

krajowi producenci i importerzy aparatury akustycznej,

Inspekcje Ochrony Srodowiska oraz organy administracji rzadowej
i samorzadowej,

zarzadzajacy drogami, lotniskami, liniami kolejowymi
i tramwajowymi,

prowadzacy instalacje lub wtasciciele urzagdzen emitujacych hatas,
stacje kontroli pojazdow,

laboratoria wzorcujace w zakresie wzorcowania aparatury
akustycznej,

laboratoria badawcze akredytowane oraz w zakresie pomiaru
hatasu w $rodowisku i hatasu na stanowiskach pracy oraz
jednostki certyfikujgce wyroby - ocena zgodnosci w obszarze
dyrektywy 2000/14/WE ws. emisji hatasu przez urzadzenia
uzywane na zewnatrz,

inspekcje sanitarne,

pracodawcy, u ktérych wystepuje szkodliwy dla zdrowia czynnik
w postaci hatasu (m. in.: przemyst motoryzacyjny, lotniczy,
kolejowy, paliwowy, zbrojeniowy, wydobyweczy, ciezki, Wojsko
Polskie),

instytuty badawcze i uczelnie wyzsze.

Osrodek Tran,sferu Technologii
Politechniki Swietokrzyskiej
e-mail: biznes@tu.kielce.pl

mgr inz. Aleksandra Mtynska
e-mail: aleksandra.mlynska@gum.gov.pl




UStUGI

Wzorcowanie i testowanie przetwornikow sity
oraz momentu sity

Wzorcowanie przetwornikow sity oraz momentu sity jest dziataniem,
ktére w okreslonych warunkach, w pierwszym kroku ustala zaleznos¢
pomiedzy odwzorowywanymi przez wzorzec pomiarowy wartosciami
wielkosci sity lub momentu sity wraz z ich niepewnos$ciami pomiaru,
a odpowiadajacymi im wskazaniami wraz z ich niepewnosciami.

A w drugim kroku wykorzystuje te informacje do ustalenia zaleznosci
pozwalajacej uzyskac wynik pomiaru na podstawie wskazania.

Przekazywanie jednostki miary cisnienia - wzorcowanie
cisSnieniomierzy obcigznikowo-ttokowych i elektronicznych
wysokich klas doktadnosci, wzorcowanie przetwornikow
ciSnienia i ciSnieniomierzy elektronicznych

Badania przyrzadéw pomiarowych

Mozliwa jest realizacja badan funkcjonowania czujnikdéw cisnienia
dynamicznego dla zmiennych warunkéw temperaturowych.

Konsultacje metrologiczne w dziedzinie ci$nienia

Dostepne s konsultacje metrologiczne w dziedzinie cisnienia

i cisnienia dynamicznego w zakresie stosowania i funkcjonowania
przyrzadoéw pomiarowych, metod pomiarowych, szacowania
niepewnosci pomiaru.

Wzorcowanie wiskozymetréw rotacyjnych

Ustuga polega na wyznaczaniu charakterystyki metrologicznej
wiskozymetru poprzez poréwnanie wynikdéw pomiaru lepkosci ptynu
wzorcowego mierzonego testowanym wiskozymetrem z wynikami
pomiaréw dokonanymi za pomoca wiskozymetru wzorcowego.

Badanie wtasciwosci reologicznych cieczy
nienewtonowskich

Analiza zachowania cieczy nienewtonowskich pod wptywem réznych
warunkow przeptywu i naprezen scinajacych, przy wykorzystaniu
wiskozymetru rotacyjnego.

Wypozyczenie wiskozymetru rotacyjnego

Mozliwos¢ udostepnienia przedsiebiorstwom specjalistycznego
sprzetu na potrzeby krétkoterminowych badan i projektow.

Tworzenie niestandardowych cieczy wzorcowych

Przygotowywanie cieczy o okreslonych wtasciwosciach
reologicznych, zgodnie z potrzebami klienta.

DLA KOGO?

e przemyst stoczniowy, wydobywczy, lotniczy,
motoryzacyjny, kolejowy, paliwowy, zbrojeniowy, ciezki,

e technologie kosmiczne,
e medycyna,

e automatyka,

e instytuty i uczelnie,

e przedsiebiorstwa posiadajgce wtasne laboratoria.

SZKOLENIA

oraz oceny niepewnosci pomiaru z zakresu
metrologii ci$nienia oraz z zakresu reologii
i obstugi wiskozymetréw.

Szkolenia i warsztaty doskonalgce w zakresie
—y ‘ wzorcowania przyrzagddéw pomiarowych

Osrodek Trarlsferu Technologii
Politechniki Swietokrzyskiej
e-mail: biznes@tu.kielce.pl

g mgr inz. Kamil Cybul
e-mail: kamil.cybul@gum.gov.pl

mgr inz. Adam Brzozowski
e-mail: adam.brzozowski@gum.gov.pl

X
X

mgr inz. Izabela Cekiel
e-mail: izabela.cekiel@gum.gov.pl
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UStUGI

Badania w zakresie technologii optycznych

Badania umozliwiajg wyznaczanie doktadnosci, stabilnosci

i dryftu czestotliwosci sygnatéw laserowych. Ponadto pozwalajg na
weryfikacje poprawnosci dziatania optycznego toru pomiarowego,
analize widma sygnatu optycznego czy realizacje i analize

zdudnien sygnatéw optycznych. Oferowana ustuga wspiera

rozwoj bezstykowych optycznych technologii pomiarowych, daje
mozliwos$¢ oceny i lepszego doboru zrédet sygnatu optycznego

oraz weryfikacji i testowania idei nowych rozwigzan. W ramach
badan przeprowadzane sg rowniez testy prototypowych optycznych
uktadéw pomiarowych.

Synchronizacja

Badania dotycza rozwoju i utrzymania synchronizacji oraz
stosowania technik satelitarnych w zakresie pozycjonowania i
precyzyjnej nawigacji, synchronizacji lub wsparcia synchronizacji
sieci telekomunikacyjnej. Ponadto stuzg weryfikacji doktadnosci
synchronizacji oraz wyznaczaniu poprawek urzadzen stosowanych
w tym zakresie. Prowadzone badania umozliwiajg réwniez
testowanie nowych narzedzi i systeméw pomiarowych
wykorzystujacych synchronizacje.

SZKOLENIA

realizacji pomiaréw w obszarze istniejagcych
i nowych technologii optycznych, synchronizacji
oraz oceny niepewnosci pomiaru.

y ‘ Szkolenia i warsztaty doskonalgce w zakresie

DLA KOGO?

przemyst kosmiczny,

telekomunikacja, taczno$¢, nawigacja, synchronizacja,
geodezja,

producenci zaawansowanych urzadzen pomiarowych,

laboratoria akredytowane i wzorcujace, badawcze i badawczo-
rozwojowe stosujgce optyczne (np. interferometryczne)
technologie pomiarowe,

producenci i uzytkownicy zaawansowanych przyrzadéw
pomiarowych opartych na technologiach optycznych,

start-upy,
producenci uzytkowych grzebieni czestosci, laserow,

przedsiebiorcy komercjalizujgcy rozwigzania oparte na
technologiach optycznych powstate w jednostkach naukowych,

jednostki naukowe prowadzace badania
z wysoko rozdzielczg spektroskopia i w zakresie
wysokostabilnych Zrodet sygnatow i przejs¢ optycznych.

Osrodek Transferu Technologii
Politechniki Swietokrzyskiej
e-mail: biznes@tu.kielce.pl

|E dr Albin Czubla
e-mail: albin.czubla@gum.gov.pl




UStUGI

Wzorcowania i pomiary

Pomiary kata ptaskiego (wzorcowanie enkoderéw obrotowych

- obrabiarki CNC, kalibratorow osi obrotowych, stolikow
obrotowych, interferometréw laserowych do pomiaréw katowych,
autokolimatoréw oraz pomiary odchytek katowych i prostoliniowosci
za pomocg interferometru laserowego).

Pomiary duzych obiektéow 3D (wzorcowanie przyrzadéw do
pomiarow w duzych objetosciach, takich jak Laser Trackery,
Tachimetry, Skanery laserowe oraz dtugich wzorcow
koncowych i pomiary obiektéw wielkogabarytowych za pomoca
wspoétrzednosciowej maszyny pomiarowej lub Laser Trackera).

Pomiary nanometrologii wymiarowej (wzorcowanie wzorcow
nanometrycznych - wysokosci schodkdw, szerokosci

i odstepow kresek, siatki, kropki itp. oraz pomiary i analizy
nanostruktur powierzchni - ksztatt, chropowatosc).

Badania odpornosci na narazenia sSrodowiskowe

Badanie przyrzadéw pod katem narazen klimatycznych
- proby zimna, suchego goraca, zmian temperatury, wilgotnego
goraca cyklicznego, wilgotnego goraca stategoe.

Zatwierdzenia typu

Sprawdzanie charakterystyk metrologicznych przyrzadéw do
pomiaru predkosci. W ramach ustugi odbywa sie identyfikacja
btedéw wskazan przyrzadu do pomiaru predkosci poprzez
poréwnanie ze wskazaniem referencyjnego stanowiska
pomiarowego.

Pomiary odchytek geometrycznych elementéw obrotowych

Ustuga polega na pomiarach odchytek: ksztattu (okragtosé,
walcowos¢, prostoliniowosé, ptaskosc), kierunku (rownolegtosc,
prostopadtos¢, nachylenie), potozenia (wspotosiowosé,
wspotsrodkowosc) oraz bicia elementow obrotowych z
wykorzystaniem stanowiska do pomiaréw zarysow ksztattu z
obrotowym stolikiem z tozyskiem powietrznym.

Pomiary struktury geometrycznej powierzchni

Pomiary struktury geometrycznej powierzchni za pomoca
profilometru w zakresie konturu, falistosci i chropowatosci.

Pomiary doktadnosci wymiarowo-ksztattowej elementéow
wielkogabarytowych

Pomiary optyczne z wykorzystaniem mobilnego skanera Swiatta
strukturalnego wielkogabarytowych elementéw przestrzennych.

Wzorcowanie wzorcéw chropowatosci

Wzorcowanie wzorcéw chropowatosci wg PN-EN ISO 5436:2000,
ktére majg zastosowanie do wzorcowania profilometréw stykowych.

Wzorcowanie wzorcow - wzorcowanie przyrzadow do
pomiaréw zarysow ksztattu

Wzorcowanie wzorca okragtosci w postaci watka ze scieciem do
wyznaczania powiekszenia promieniowego przyrzadéw do pomiaréw
zarysow ksztattu (tzw. flick standard), wzorcow

w postaci potkuli szklanej oraz wzorca prostoliniowosci

w postaci walca, ktére sg wykorzystywane do wzorcowania
przyrzagdow do pomiaréw zarysow ksztattu.

Wydawanie certyfikatu/ swiadectwa instrumentu
geodezyjnego

W dokumencie tym zawieraja sie parametry doktadnosci
instrumentu.

Ekspertyzy i doradztwo

W zakresie opracowania nowych metod pomiarowych/ technologii
i rozwoju metod/technologii juz stosowanych dotyczace metrologii
dtugosci i kata.

Badania poréwnawcze (ILC)

Badanie w zakresie pomiaréw struktury geometrycznej powierzchni.




DLA KOGO?

e uzytkownicy w przemysle lotniczym, motoryzacyjnym, robotyce,
wytwarzaniu energii oraz w inzynierii lgdowej
i materiatowej,

e uzytkownicy zaawansowanych urzadzen pomiarowych do
wykonywania badan w skali nano (mikroskopy AFM, SPM),

e akredytowane laboratoria badawcze i wzorcujace,

e firmy produkujace urzadzenia do pomiaru predkosci, ktére chca
wprowadzi¢ swoje produkty na rynek Polski
i UE,

e przemyst medyczny, spozywczy, prototypowy, naukowo-
badawczy, metalowy.

SZKOLENIA

pomiarowych oraz oceny niepewnosci pomiaru
z zakresu metrologii dtugosci i kata, metrologii
struktury geometrycznej powierzchni, metrologii
wielkos$ci geometrycznych.

Szkolenia i warsztaty doskonalgce w zakresie
—i ‘ wzorcowania wzorcow i przyrzagdow

Osrodek Transferu Technologii
Politechniki Swietokrzyskiej
e-mail: biznes@tu.kielce.pl

@ Dariusz Czutek
e-mail: dariusz.czulek@gum.gov.pl




' TERMOMETRIA

UStUGI

Badania dotyczace wyznaczenia przewodnosci

i dyfuzyjnosci cieplnej, ciepta wtasciwego

oraz rozszerzalnosci cieplnej r6znych materiatow, zaleznych
od temperatury

Pomiary dla réznego rodzaju izolatoréw, betondw, kruszyw,

metali konstrukcyjnych, okreslenie parametréow wtasnosci ptynow
chtodniczych, doboru materiatéw na wymienniki ciepta, rozpraszaczy
ciepta, sprawdzenie izolacji cieptowniczych, izolacji termicznej
przewodow elektrycznych, materiatéw polimerowych, kompozytow,
nowych materiatéw ciektych i statych, pian, proszkéw, wytwarzanie
powtok.

Wzorcowanie urzadzen pomiarowych

Poprzez zastosowanie metody poréwnawczej w celu zapewnienia
zgodnosci z wymaganiami akredytacyjnymi.

Ocena i kompleksowe badanie wtasciwosci
i jakosci paliw statych, ciektych i gazowych

Ustuga obejmuje oznaczanie sktadu chemicznego, sktadnikéw
gazowych i lotnych zwigzkdéw organicznych, ciepta spalania, wartosci
opatowej, substancji zaadsorbowanych na materiale pochtaniajgcym
z przetwarzania: paliw statych, biomasy statej do celéw
energetycznych, obliczanie wartosci kalorycznych na podstawie
sktadu.

Prowadzenie badan technologicznych

Badania nad bilansowaniem procesow pirolizy i zgazowania,
oczyszczaniem i uszlachetnianiem produktéw ubocznych
termochemicznej konwersji paliw statych, biomasy

oraz odpadow, materiatami weglowymi nowej generaciji.

Badanie wptywu temperatury i wilgotnosci wzglednej na
charakterystyke metrologiczng przyrzadu

Woyznaczanie i badaniu wptywu temperatury i wilgotnosci wzglednej
na charakterystyke metrologiczng przyrzadu

i wytrzymatosé produktu. Badanie wptywu odbywa sie

w komorze klimatycznej dla zakreséw od -920°C do +180°C oraz
wilgotnosci wzglednej dla temperatur od -50°C do +98°C.

Badanie przyrzadéw do pomiaru temperatury powietrza,
wilgotnosci wzglednej i temperatury punktu rosy

Poréwnywanie przyrzadéw do pomiaru temperatury powietrza i
wilgotnosci wzglednej z wzorcami odniesienia.

Badanie rozktadow przestrzennych w komorach
termostatycznych i klimatycznych

Pomiary temperatury i wilgotnosci wzglednej w przestrzeni

pomiarowej komory klimatycznej, termostatycznej lub innej
przestrzeni roboczej zdefiniowanej przez zamawiajacego.

Badania biegtosci

Poréwnanie wynikéw uzyskiwanych w procesie wzorcowania tego
samego przyrzadu przez rézne laboratoria.

Wzorcowanie pirometrow
Wyznaczanie charakterystyki metrologicznej przyrzadu poprzez

poréwnanie wskazania pirometru z wzorcem, ktérym moze by¢ ciato
czarne badz pirometr wzorcowy.

Wzorcowanie ciat czarnych

Wyznaczenie btedéw wskazan wzorcowanego ciata czarnego poprzez
ich poréwnanie ze wskazaniem pirometru wzorcowego.

Poréwnania miedzylaboratoryjne/badania biegtosci

Poréwnanie wynikéw uzyskiwanych w procesie wzorcowania tego
samego przyrzadu przez rézne laboratoria.

SZKOLENIA

Szkolenia obejmujg proces wzorcowania
termohigrometrow, komor klimatycznych,

badania rozktaddéw przestrzennych temperatury
—_— I i wilgotnosci wzglednej, proces wzorcowania

pirometrow oraz bstuge LFA, aparatu do pomiaru
przewodnosci cieplnej HFM, kalorymetrii DSC
czy dylatometru.




DLA KOGO?

przemyst farmaceutyczny, kosmetyczny, spozywczy,
motoryzacyjny, zbrojeniowy, metalurgiczny, chemiczny,
energetyczny,

firmy produkujgce urzadzenia, ktérych dopuszczenie do uzytku
wymaga sprawdzenia odpornosci na oddziatywanie warunkow
atmosferycznych,

laboratoria wzorcujace, laboratoria badawcze,
ochrona zdrowia, $Srodowiska,

laboratoria i zaktady, w ktérych jest potrzeba wyznaczenia
wspotczynnikdw przewodnosci cieplnej dla nowych materiatéw,
kompozytéw, mieszanin itp.,

sektor MSP z obszaru izolacji termicznych, pozyskiwania,
wytwarzania i uzytkowania paliw, odzysku
i zagospodarowania odpaddéw,

producenci okien i drzwi,

przedsiebiorstwa energetyczne, cieptownicze, gérnicze
i chemiczne,

podmioty realizujgce programy/granty rozwojowe, wymagajace
wsparcia laboratoryjno-badawczego

i doradztwa merytorycznego w zakresie analizy wtasciwosci
wybranych materiatéw.

Osrodek Trarlsferu Technologii
Politechniki Swietokrzyskiej
e-mail: biznes@tu.kielce.pl

mgr inz. Rafat Jarosz
e-mail: rafal.jarosz@gum.gov.pl
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mgr inz. Aleksandra Satata
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dr inz. Robert Kaniowski
e-mail: kaniowski@tu.kielce.pl
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ECHNOLOGIE

UStUGI

Projektowanie modeli 3D - CAD

Tworzenie modeli brytowych 3D oraz dokumentacji 2D,
opracowywanie modeli pojedynczych oraz ztozen ukierunkowanych
na wytwarzanie konstrukcji prototypowych z wykorzystaniem
technologii przyrostowych - druku 3D, przetworzenie modeli
cyfrowych CAD do modeli aproksymowanych za pomocg siatki
tréjkatéw - STL, opracowanie technologii druku 3D przy uzyciu
technologii Fused Filament Fabrication - FFF oraz Stereolitography
- SLA.

Doradztwo

Kompleksowa ustuga doradcza, zwigzana z wykonywaniem
prototypow, z wykorzystaniem innych istniejgcych technologii druku
3D, wsparcie przedsiebiorstw w zakresie rozwoju technologii druku
3D.

DLA KOGO?

branze przemystowe i ustugowe, z zapotrzebowaniem
na wykonanie fizycznych modeli, prototypow
z wykorzystaniem technologii druku 3D,

przemyst motoryzacyjny,
przemyst lotniczy,

przemyst medyczny,

przemyst spozywczy,
przemyst prototypowy,
przemyst naukowo-badawczy,

przemyst metalowy.

Osrodek Trarlsferu Technologii
Politechniki Swietokrzyskiej
e-mail: biznes@tu.kielce.pl

& Michat Nawotka
e-mail: michal.nawotka@gum.gov.pl
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SZKOLENIA

e

Szkolenie obejmuje proces przygotowania do
pracy drukarki 3D, plikdw CAD, ich obrébke
do formatu STL (aproksymacja tréjkatami)

oraz opracowanie strategii druku 3D wraz
— ‘ z analiza wptywu parametréw technologicznych
— | na jako$¢ wytwarzanych modeli. Szkolenie

zawiera réwniez informacje zwigzane z obrébka
wykorniczeniowg powierzchni oraz wprowadza
w zakres dostepnych materiatow.
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Swietokrzyski Kampus Laboratoryjny Gtéwnego Urzedu Miar
ul. Wrzosowa 46, 25-211 Kielce

kampus.gum.gov.pl

Eundus;ek_ Rzeczpospolita WOJEWODZTWO Unia Eur.OPeJSka
uropejskie - Polska =) SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej | - Innowacje i n@uka, Dziatanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020.
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